CURSO Teorico Practico
Microscopia Electronica Analitica y su Aplicacion en el
Estudio de Catalizadores

Lugar: Aula 1, Plapiqui, Complejo Carrindanga Km 7
Duracion : 5 dias, 4 horas diarias
Horario primer clase: Lunes 6 de febrero 9 hs

Dr. Jesus A. Arenas Alatorre
Investigadores Instituto de Fisica UNAM

OBJETIVO:
Dar a una vision amplia y actualizada del estado del arte en el campo de la Microscopia
Electronica Analitica de Barrido y de Transmisién aplicada al estudio de catalizadores.

TEMARIO

I.- GENERALIDADES
1. Microscopia Optica (MO) vs Microscopia Electronica (ME)
2. Interaccion haz electronico-muestra
3. Elsistema de iluminacién (emisién termoiodnica y de campo)
4.  Aberraciones (Coma, aberracion esférica, astigmatismo)

I1.- MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO DE EMISION DE CAMPO
(FESEM)
1. Disefio de un SEM
2. Interaccion de muestra-haz electrénico
3. Formacion de imégenes en el SEM
a) Proceso de formacion de imagenes
b) detectores
4. Comparacion entre un SEM de emision termidnica y uno de emision de campo.
5. Microanalisis
a) Detectores de Espectroscopia por Dispersion de Energia de Rayos X (EDS).
b) Espectroscopia por Dispersion de Longitud de Onda (WDS) y Fluorescencia
de Rayos X (XRF).
c) Analisis cualitativo.
d) Analisis cuantitativo
7.- Preparacion de muestras

I11.- MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION
1. Disefio de un TEM
2. Difraccion electrénica

a) Estructura cristalina

b) Red reciproca

¢) Indices de Miller

d) Factor de estructura

e) Condiciones de Von Laue

f) Esfera de Ewald

g) Indexacion de patrones de difraccion electronica.



3. Interpretacion de las imagenes de TEM
a) Imagen de campo claro y campo obscuro.
b) Microscopia Electrénica de Alta Resolucion (HRTEM)
c) Simulacién de Iméagenes: Software simulaTEM.

IV.- TECNICAS DE TEM DE RELEVANCIA ACTUAL
1.- Microscopia Electrdnica de Barrido-Transmision (STEM)
a) Alta resolucion en STEM
b) Campo Obscuro con Detector Anular a Gran Angulo (HAADF 0 contraste Z)
c¢) Cuantificacion de atomos en columnas atémicas con ayuda de imagenes obtenidas
por HR-HAADF y software especializado.

V. PREPARACION DE MUESTRAS PARA EL TEM
Rejillas para TEM vy su preparacion
Preparacion de polvos

Preparacién de muestras metélicas.
Preparacion de ceramicas, vidrios y minerales.
Preparacién de polimeros

P00 T

VI.- TECNICAS ESPECTROSCOPICAS EN TEM.
a) Espectroscopia por Dispersion de Energia de Rayos X (EDS).
b) Espectroscopia por Pérdida de Energia de Electrones (EELS).

VIl.- PRACTICAS SUGERIDAS
1. Indexacién de patrones de difraccion
2. ldentificacion de fase cristalina y eje de zona en imagenes de HRTEM (imagenes de
aceros)
3. Simulacién de imagenes de HRTEM con ayuda del software simula_TEM
4. ldentificacion de fases y analisis cuantitativo en imagenes de HR-HAADF (software
STEM_Cell)
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